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INTRODUCTION

 X BAR管制圖是用來監視製程平均值和R 

control chart 是用來監控制程變異。X bar R 

chart是用於監測同步變化的製程平均數和製
程變異。

 geometrically distributed是非常有用的監測
高良率製程的累積不合格數(Kaminsky et al. )
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Introduction

 CCC– r chart用於監視高良率的製程，根據
項目的數量，直至觀察 R次不合格的數。

 本文中提出一個簡化的最佳化設計方法ccc-r

的應用 Collani和Drager’s [11] 監測離散的品
質特性。為了說明起見利用所提出的最佳化
設計方法，提供一些最佳化設計參數值結果
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OUTLINE OF THE CCC-r CHART
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DESIGN OF THE CCC-r CHART

本文模型的假設如下

(1)CCC-r chat是檢測較敏感當P向上偏移時，
表示製程惡化。為簡化關係假設P向上偏移
，也就是說只有在管制下限才可以察覺這些
變化。

(2)State I表示在管制內，在這種製程中部分缺
陷pI State II表示超出管制界限，在這種製程
稱為部分缺陷的pII大於已知的製程中不良品
率pI。
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（3）state I被定義製程週的期時間從最初生產的
期間（或更新後）到正確的偵測和消除後，製
程在非機遇原因惡化發生以後，製程從State I改
變至State II

（4）當發現警報，立即停止該製程，並著手尋找
原因。如果警報是真，那麼非機遇原因可以在γ

時間被發現立即修理。經過維修和調整的製程
後返回到State I，如果非機遇原因在γ時間沒有
被查出則判斷警報是假的。在這種情況下，該
製程重新啟動到在當前狀態。
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（5）在累計項目的觀察數，直到檢查r(≧2)不合
格，x是計算製程狀態將使用相同的LCL判斷。
此時的警報真的，且製程的惡化已經可以在圖
表上發現。

（6）持續在管制內週期製程開始後State I中τ  是
指數分佈的參數λ。機率密度函數f（t）的指數
分配的參數λ可表示為
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Economic model

 圖 1顯示了一個高良率的製程的CCC-r chart的
運行。在此模型中，預期製程週期長度的E[T]

的可表示為

 其中+1在方程(5)根據一個真實警報情況下，處理
至製程週期終止。
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 每個製程週期的預期利潤E[G]的，計算如下

 由方程(5)和(6)，每單位時間預期製程的利潤
， π(h, r, LCL)，可以被指定為
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Optimal design of the CCC-r chart

 利用方程(8)，(h∗, r∗, LCL∗)，且滿足下列條件

 為最佳值的CCC – r chart。因此，E [X]中可以寫成

 由方程(7), E[xI] and E[xII] 分別
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 當 pII > pI, E[x], E[xI] and E[xII] 有以下關係

 加入方程(9)是的, 以獲得最佳解方程：

 E[AI]、E[AF]和E[AII]分別得到
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 其中α和β可以得到
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NUMERICAL EXAMPLES OF 

THE OPTIMAL DESIGN

 在本節中，一些假設的數值例子分析了最佳化
設計的CCC-r chart所示。該的指數分佈參數假
設為λ= 0.0125。生產項目的數量，每單位運作
時間的假定為ν= 20000。抽樣檢驗的費用每點
繪製被假定為a = 30。搜尋成本每報警假定為
e = 100000。
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several choices 

of the search time (γ )
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 歸納

 γ變化的影響最佳（檢查）的時間間隔－h*，不符
合數量前觀察繪製一個點－r*，最佳控制下限－
LCL*增加，而預期每單位時間的利潤π(h∗, r∗, 

LCL∗)減少。（當γ的增加，總搜尋成本增加。為了降低
總成本和假警報造成的型I誤差α，E[AF]必須減少。

 當when pI 是固定pII的變化影響：state I狀態，pI

是固定的，在state II, pII增加h∗、 r∗、人LCL 減少
，由於pII下降時pI是固定的。因此最佳化設計方法
優於固定參數值。
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CONCLUSIONS

 本文提出了一種簡化的最佳化設計方法CCC-r  

chart被應用經濟管制圖的設計方法用來監測
離散的品質特性（Collani and Drager’s [11]）

 監視和改善的目的是為了使品質可以達到
zero-defect。因此高產出產量程不僅可監測
製程是否惡化，而且對品質的提高也具有作
用。
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